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PerkinElmer spektroszképiai portfolio Perkin

Ultraibolya-lathato és kozeli infravords spektrométerek
(UV/VIS/NIR)

Fourier transzformacids infravoros, kozeli és tavoli
infravoros spektrométerek (FT-IR/NIR/FIR) és
mikroszkdpok

Fluoriméterek

Molekulaspektroszkopiaimddszerek

I>

For the Better

Atomabszorpcids spektrométerek (AAS)

Induktiv csatolasu plazma optikai emisszids spektrométerek
(ICP-OES)

Induktiv csatoldsu plazma tomegspektrometria (ICP-MS)
Higanyanalizatorok

Atomspektroszkdpiai modszerek
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Atomspektroszkopiai technikak és lehetoségeik Perkintimer

For the Better

Harom f6 atomspektroszkopiai technika

G Atomabszorpciés spektrometria (AAS)

o Koltséghatékony és "érett” technika

o Egyszerre csak egy elemre korlatozodik

o Nagy jelentéséget kap mai napig a grafitkemencés
atomabszorpcios spektrometria (GFAAS)

Induktiv Csatolasu Plazma Optikai Emisszids
Spektrometria (ICP-OES)

o Robusztus és gyors technika

o Szimultan mérési lehetbség
o Kimutatasi hatarok ppm és ppb tartomanyba esnek

Induktiv Csatolasu Plazma Tomegspektrometria
(ICP-MS)

o Szelektivebb és érzékenyebb detektalasi mddszer
o Alacsony kimutatasi hatarok (ng/L vagyis ppt)

o Dragabb, mint az ICP-OES, valamint az Uzemeltetési
és karbantartasi koltségei is nagyobbak.




Kulcsfontossagu kérdések

Milyen minta?

Hany minta?

Hany elem?

Mely elemek?

Milyen kimutatasi hatarok?

Table 1. Technique decision matrix.

How Many Elements?

Flame AA

GFAA

ICP-OES
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ICP-MS

Single

Few

Many

What Levels?

PPM

PPB

PPT

PPQ

How Many Samples?

Very few

Few

Many

How Much Sample?

>5mL

< 1-2mL




Kimutatasi hatar (DL) lista

ELEMENT  FLAME AA HG/HYDRIDE GFAA ICP-OES ICP-MS ELEMENT  FLAME AA HG/HYDRIDE GFAA ICP-OES ICP-MS
Ag 1 0.005 0.6 0.00009 Mo 45 0.03 0.5 0.00008
Al 45 0.1 1 0.0004 * MNa 0.3 0.005 0.5 0.0003
As 150 0.03 0.05 1 0.0004 b 1500 1 0.00004
Au 9 0.15 1 0.0001 Nd 1500 2 0.0003
B 1000 20 1 0.001 i B 0.07 05 0.0002 *
Ba 15 0.35 0.03 0.00004 Os 6 0.00006
Be 15 0.008 0j09 0.0003 B 75000 130 4 0.04 *
Bi 30 0.03 0.05 1 0.00002 Pb 15 0.05 1 0.00004 *
Br 0.04 Pd 30 0.09 2 0.00003
i Pr 7500 2 0.00003
Ca 15 0.01 0.05 0.0003 * Pt 60 2.0 1 0.0001
Cd 0.8 0.002 0.1 0.00007 Rb 3 0.03 5 0.0002
Ce 1.5 0.00005 Re 750 0.5 0.0003
cl 2 Rh b 5 0.00004
Co 9 0.15 0.2 0.00006 * Ru 100 1.0 1 0.0001
Cr 3 0.004 0.2 0.0003 * S 10 09"

Cs 15 0.00005 Sh 45 0.15 0.05 7 0.0002
Cu 15 0.014 04 0.0002 * Sc 30 0.1 0.001
Dy 50 0.5 0.0002 Se 100 0.03 0.05 2 0.0003 *
Er 60 0.5 0.0001 Si 90 1.0 10 0.09

Eu 30 0.2 0.00007 Sm 3000 2 0.0002
F Sn 150 0.1 2 0.0002
Fe 5 0.06 0.1 0.0005 * Sr 3 0.025 0.05 0.00007
Ga 75 1.5 0.00008 Ta 1500 1 0.00001
Gd 1800 0.9 0.0003 Tb 900 2 0.00003
Ge 300 1 0.0006 * Te 30 0.03 0.1 2 0.0003 *
Hf 300 0.5 0.0003 Th 2 0.00005
Hyg 300 0.009 0.6 1 0.001 Ti 75 035 04 0.0002 *
Ho 60 0.4 0.00004 Tl 15 0.1 2 0.00001
| 0.003 Tm 15 06 0.00003
In 30 1 0.00008 U 15000 10 0.00002
Ir 900 3.0 1 0.00005 v 60 0.1 0.5 0.00007 *
K 3 0.005 1 0.001 w 1500 1 0.00003
La 3000 0.4 0.00004 Y 75 0.2 0.00002
Li 0.8 0.06 0.3 0.00005 Yb 8 0.1 0.0001
Lu 1000 0.1 0.00004 In 15 0.02 02 0.0007 *
Mg 0.15 0.004 0.04 0.0001 Ir 450 0.5 0.00007
Mn 1:5 0.005 0.1 0.0001 *
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Kimutatasi hatarok (ppb) 6sszehasonlitasa Perkinziiner

A négy ,,brutalis” nyomszennyezo

Flame AA | HG/CV ' ICP-OES ICP-MS
150 0.03 1 0.0004

0.8 0.1 0.00007
15 1 0.00004
300 0.009 0.001




»EgY Szoftver mind folott”

AAS PinAAcle
series
[
ICP-OES s ICP-MS
Avio series i3 s NexION series
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PinAAcle AAS Széria PerkinElmer

PinAAcle 900 - lang és grafitatomizacios késziilékek

PinAAcle 500 - langatomizacios késziilék
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LEHETOSEGEK

PinAAcle 500

* Langatomizaciés iizemmad
* D2 hattérkorrekcio

PerkinElmer PinAAcle széria

PinAAcle 900 Z

PinAAcle 900 F

I>

Perkin

PinAAcle 900 T

PinAAcle 900 H

For the Better

* Langatomizacios és
grafitkemencés (THGA)
lizemmad

* Longitudinalis Zeeman
hattérkorrekcid

Langatomizacios és
grafitkemencés (HGA)
lizemmod

D2 hattérkorrekcio

* Langatomizaciés lizemmad
* D2 hattérkorrekcio

* Grafitkemencés
(THGA) Gizemmaéd

* Longitudindlis Zeeman
hattérkorrekcio
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PinAAcle — Optikai rendszer I
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Optikai szalak segitségével vezeti a fényt

Monochromator module
Double blazed
grating
= Off axis
parabola
Solid state
detector I
- D2 module
Entrance . D2L
. amp
et sit Fiber Bundle - N
—— - Screen ) Monochromator o
+/ ¢ D2Elipsoid — Exit slit/ detector
mirror Parabolic mirror

Lamp Ellipsoid mirror Entrance

slit

I Sample |
.‘I ‘.‘ rrgoductrtt)n sys. / ‘I\' Deuterium
| |“ ame atomizer | HCLEDL lamp
Y J>—J7_7_ _ _77—J—4— )
| — - | )
I L
d [h’ Sample compartment
Left Left Right Right
Elipsoid  Window Window Ellipsoid Lamp module Flame

mirror / Baffle / Baffle mirror

Sample optics module :ﬁ Movable source mirror

Furnace

Fiber
coupler

» Szaloptika segitségével jobb jelatvitel és érzékenység érheté el
* Nincsenek reflexios elemek (tukrok)

8 lamp positions
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PinAAcle : Solid State Detector vagyis Szilardtest detektor Perkinzimsy
Szilardtest detektor hasznalata esetén:

= Sample
H signal

* Nagy kvantumhasznositas ~

* Jobb jel-zaj arany z i o

 Jobb reprodukalhatésag ° i Bilerangs
B signal

* Alacsonyabb kimutatasi hatarok

Wavelength (nm)
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Szilardtest detektor (SSD)
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THGA vs. HGA
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Distribution oftempemtures in a HGA-tubs

Distribution oftempemturasin a THGA-ubs

Atomizacios homérsékletek

HGA | THGA
°C °C

As
Al
B
Ba
Cu
Cr
Fe
Ni
Pb
Si
Sn
Ti
V

2300
2500
2650
2550
2300
2500
2400
2500
1800
2650
2300
2650
2650

2000
2300
2500
2300
2000
2300
2100
2300
1600
2350
2200
2500
2400

| Bag

PerkintElimer’
For the Better




' ) 2
Hattérkorrekcios moadszer: Zeeman hattérkorrekcio Perkin

For the Better

A PerkinElmer az egyetlen gyarto a piacon, aki a keresztiranyu fiitést a
longitudinalis Zeeman hattérkorrekcioval egyesiti

Back-
ground

Back-
ground

N

Sigma
Camponent

HiCL
Emiz=sion

Analyte

HCL
Abzarption

Sigma Emiz=sion
Component

Zeeman magnet off: Zeeman magnet on:
AA + BG absorption BG absorption
on the analyte line on the analyte line

e JO megoldas strukturalt, intenziv hattér korrigalasara
e Megnovelt teljesitmény a jobb fényateresztés révén

e Adeutérium lampas (D,-) korrekcié: a kilon fényforras miatt ez a legkevésbé
pontos modszer, de viszonylag egyszerU
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Avio ICP-OES Series

Avio 200 ICP-OES

Avio 500 ICP-OES
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Avio ICP-OES: Flat Plate Technoldgia

50%-al kevesebb Ar fogyasztas

Avio ICP-OES rendszerek 0sszes Ar fogyasztasa meérés kozben nem haladja meg a
9 liter/perc értéket normal, hig vizes oldatok beporlasztasa esetén.

* Robusztus plazma minden minta esetén

Hagyomanyos tekercshez képest a karbantartas és a fogydeszkozok koltségeinek
csoOkkentése

1>

PerkinElmer”



Dual View: Kettos plazmafigyelés

Az els6 Dual View ICP-OES (Optima 3000 1995)

o Kettbs plazmafigyeléslirendszer, amely lehetdvé teszi a plazma axialis és radialis
iranyban torténd leképezését, egy modszeren belll

* Magas koncentraciot és nyomelemkoncentraciot is mérhetink

» Valtoztathato radialis megfigyelés magassaga és az axialis leképzés mélysége

Pénz és id0 megtakaritas

1>
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Avio ICP-OES: PlasmaShear

PlasmaShear

* Noveliaz Gzemid6t és a pontossagot

* Novelt teljesitmény

* Plazma hideg végének levagasa Ar
hasznalata nélkul

* Noveltlinearistartomany

* Kevesebb higitas

* Kiklisz6boli az 6nabszorpciot

e Csokkentia karbantartasi koltséget

e Matrixtol fuggetlen

Plazma hideg végének levagasa sUritett levegb segitségével

1>
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Avio 200 ICP-OES jellemz6k F-‘e!kin

For the Better

» Kis méret
» Elemszamtdl fligg a mérési id6
» 165-900nm

» Nagy felbontasu Echelle raccsal ellatott, nagy sebesség,
dupla monokromatoros, Stigmatic-Littrow elrendezés
optika

» ,Flat Plate” technolégia az Ar fogyasztas csokkentése
érdekében >> 9 L/min Ar fogyasztas 6sszesen

» Kettds plazma megfigyelés

» Vertikdlis torch

» PlasmaShear rendszer
» Feloldoképesség jobb, mint 0.009 nm

» 4-csatornas, 12-gorg0bs perisztaltikus pumpa

» Teljesen kikapcsolt allapotbdl kb. 10 perc alatt mérésre
kész allapot
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Avio 500 ICP-OES jellemz6k F-‘e!kin

»  Kis méret porsu
» Valddi szimultan készilék
» 163-782nm

» Nagy felbontasu Echelle racs, két nagy teljesitményd
szegmentalt CCD detektorral (SCD)

» Az Ar gaz termosztalva van 40 °C-ra

» ,Flat Plate” technoldgia az Ar fogyasztas csokkentése
érdekében >> 9 L/min Ar fogyasztas 6sszesen

» Kettds plazma megfigyelés
» Vertikalis torch

» PlasmaShear rendszer

» Feloldéképesség, jobb mint 0.006 nm

» 4-csatornas, 12-gorg06s perisztaltikus pumpa

» Teljesen kikapcsolt allapotbdl kb. 70 perc alatt mérésre
kész allapot

For the Better
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ICP-OES Konfiguraciok

Scott/Cross-Flow
N0810010

Cyclonic/Concentric

N0810011

Oils

N0810012

* Tobbféle megoldas, felhasznalasi tertlettdl
fuggben

» Szamos opcionalis kiegészitd, specifikus
felhasznalasra

3 F6konfiguracio:

* Scott kodkamra / keresztaramu porlaszté
» Ciklon kodkamra / koncentrikus porlasztd
* Olajapplikacio

AVIO 200/500 ICP-OES
CONSUMABLES

AND SUPPLIES

1>

PerkinElmer”
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Nexlon ICP-MS Series pe!kanE.mers

For the Better

Nexlon 1000 ICP-MS Nexlon 2000 ICP-MS

22
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Probléma a hagyomanyos tekerccsel pe!kane.mer~

For the Better

» Az id6 soran degradalédik * Kémiaireakcioknak van kitéve,
elszenvedi azokat
> Hozzajarul a jel valtozasahoz (drift) . Aktiv hiitést igényel

48 oraval kesobb
Argon: 18 L/min, teljesitmény: 1600 W

Vadonatuj tekercs
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A megoldas - LumiCoil™ pe!kane.mers

For the Better

» Uj forradalmi LumiCoil™ — h{jtés és
karbantartdsmentes RF tekercs

Kevesebb karbantartds, illetve alkatrészigény




NexION ICP-MS - Egyedi technologia Perkin

For the Better

» Triple Cone Interface (TCl) — ez biztositja a legtokéletesebben fokuszalt
ionnyalabot a piacon és ezért nincs részecske kivalas a belsé :

|
komponenseken. : )

!

| ~—
\
L

» Nincs szukség tisztitasra és karbantartasra

» Quadrupole lon Deflector (QID) — teljesen eltavolitja a nem ionizalt
részecskéket bevezetve egy karbantartas mentes celldba

»  Maximalis elemzési sebességet és ezzel termelékenységet biztosit

N

» TCI+QID - ez a szabadalmaztatott kombindcid olyan
hatekonyan vezeti es fokuszalja az ionnyaldabot, hogy a
cellanem igényel tisztitast vagy cseret
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NexION ICP-MS - Optikai ut PerkinElmer’

For the Better

Nincs lerakddas az optikai uton— nincs szukség a kdnuszok
mogotti tisztitasra, karbantartasra.

34Mhz-es plazma
ion forras lonnyalab

Semleges
reszecskek

oo e | ’1“ | l

Harom Konusz
LumiCoil tekercs Interfész Kvadrupol lon Deflektor




PerkinElmer hidrid- és higanyelemzoi Pe!kinE,mers

For the Better

ToICP
N0810919
- Argon
- e Reductant A

\\\\ .
“! - . i '\5\’:\\‘\'\\:::\ e /ﬁi\; >
[ 1 Sample ~3 TR P AT

R~ p- -~
~. ,//\\ ]

\\\/I - Hidrid kédkamra
FIMS 400 FIAS 400 i (4 csatorna)

Hidridgenerator - — i

FIMS Cell

Autosampler

Hydrides
out to ICP

Pump 2 Fl-Valve (see detail)  Mixing section
Ay
HCI NaBH4

Gas/Liquid
in in

Separator

Hydride
Generation

Pressure Regulator

@ Sample In (As3+, Se4+)
© Reagents (HCI, NaBH,)

- Valve Functions

Injection
@ Sweep Gas (Ar)

© Matrix (Na*, CI", B[OH]3)
® Analytes (AsH3, SeH3)

Drain

FIMS flow diagram.



MEGOLDAS MINDEN TERULETEN: AA, ICP-OES, ICP-MS

OMMONLY USED TECHNIQUES
ICP-OES | _IcP-M5 |

C
MARKET TYPICAL APPLICATIONS
AA

Agriculture

Soils

Osszefoglalas

Biomonitoring

Biological fluids

Chemical/Industrial

Quality controlfProduct testing

Water

Environmental Soil
Air
Food safety
Food
Nutritional labeling
Exploration
Geochemical/Mining
Research
Nanomaterials Research

Nuclear Energy

Low-level waste

Process water

Petrochemical

Petroleum refining

Lubricants and oils

Pharmaceutical

Drug development

Quality control

Renewable Energy

Biofuels

Solar panels

Semiconductor

Wafers

High-purity chemicals

Single Cell Analysis

Research

(1) I L T T 1)
() 3 L | T 1 1 O 1

(| N N { O O

Frequency of Technique Used

ﬁ-
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Maddszeradaptalasi segédlet szakértbink segitségével:

Dr. Bartha Andras PhD

Szakal Ferenc



Koszonom a
figyelmet!

Jurdi Daniel

+36 30 630 3645
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